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PZT 表面の原子間力顕微鏡観察 
室蘭工大工  酒井彰, 小林祐樹, 澁谷佑樹, 白濱純 
AFM observation of PZT surface  
Muroran Inst.Tech.  A. Sakai, Y.Kobayashi, Y.Shibuya, J.Shirahama 
 
圧電性材料として用いられているチタン酸ジルコン酸鉛  [Pb(Zr,Ti)O3、PZT] セラミクス表
面の相転移に伴う形状変化を捉えるために、試料温度を変えながら原子間力顕微鏡（AFM）
の観測を行った。測定した試料は、モルフォトロピック相境界（正方晶と菱面体晶の相境界）
付近の組成を持ち、相転移温度約 320 oC である。温度変化対応型 AFM をコンタクトモード
で用い、24℃から 400℃までの範囲で測定を行った。 
図 1 に 320 oC での PZT 表面の光学顕微鏡写真像を示
す。セラミクスのため、表面は一様ではないことがわかる。室
温（24 oC）での AFM 像を図 2 に示す。図 1 と比べて、走査
範囲が 2m×2m と狭くなっている。図 2 からわかるように、
ほぼ平坦な面上に直径約 0.2 m 程度の粒塊が乗っている。
この粒塊の断面を調べてみると、下の面から垂直に立ち上が
っており、テーブル状の形状をしていることがわかった。この
粒塊の挙動を調べるため、平均の高さの温度依存性をプロッ
トしたものが図 3 である。粒塊の平均高さは試料温度上昇に
つれて減少している。さらに、平均幅も減少しており、全体的
に体積が縮んでいることがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
図 1：320 oC での PZT 表面の
光学顕微鏡写真像  
図 2：24 oC での PZT 表面の AMF 像  図 3：粒塊の平均高さの温度依存性  
